3.2 Microscopie electronica de baleaj (SEM)

Investigatiile de microscopie electronica de baleaj (SEM) au fost efectuate cu ajutorul
microscopului electronic model: TESCAN - LYRA3XMU. S-a folosit detectorul de electroni
secundari pentru imagistica si detectorul Bruker pentru analiza elementala.

Probele (NiO-1_400; NiO-1_500; NiO-2_400 si NiO_rGO_400) au fost analizate in
conditii uzuale: au fost fixate pe staburi pentru SEM cu ajutorul benzilor dublu adezive de
carbon. Pulberile au fost dispuse ntr-un strat subtire pentru a avea o repartizare cat mai
uniforma a grauntilor de material.

Au fost investigate urmatoarele tipuri de probe:

Eticheta proba: NiO-1_400

Figura 4. Imagine SEM la marire mica (a) respectiv (b) la marire mare.

In aceasta proba se observa o crestere sub forma de sfere a oxidului de Nichel. Dimensiunea
medie a sferelor este de ~ 1.56 pm, cu o repartitie dimensionala neuniforma.

rin spectroscopia de raze X cu dispersie de energie (EDX) se observa prezenta doar a Ni si O
deoarece C nu se poate indica cu acest tip de analiza.
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Figura 5. Spectrul EDX pentru proba NiO-1_400.

Eticheta proba: NiO-1_500

SEM HV: 20.0 kV WD: 10.02 mm |

View field: 9.48 pm Det: SE 2um
SEM MAG: 20.0 kx | Date(m/d/y): 03/01/21

&
SEM HV: 20.0 kV WD: 14.97 mm LYRA3 TESCAN|

View field: 190 ym Det: SE 50 pm
SEM MAG: 1.00 kx | Date(m/dly): 03/01/21

Figura 6. Imagine SEM la marire mica (a) respectiv (b) la marire mare.

In aceasta proba se observa o crestere sub forma de sfere a oxidului de Nichel dar si graunti cu
forma neregulata sau paralelipipedica. Dimensiunea medie a sferelor este de ~ 1 pm, cu o
repartitie dimensionald neuniforma.

In spectrul EDX se observa prezenta doar a Ni si O, deoarece C nu se poate indica cu acest tip
de analiza.
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Figura 7. Spectrul EDX pentru proba NiO-1_500.



Eticheta proba: NiO-2_400
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SEM HV: 20.0 kV WD: 10.00 mm il

View field: 190 pm Det: SE 50 pm
SEM MAG: 1.00 kx | Date(m/dly): 03/01/21

SEM HV: 20.0 kV ‘WD: 9.92 mm

View field: 9.48 pm Det: SE 2pm
SEM MAG: 20.0 kx | Date(m/d/y): 03/04/21

Figura 8. Imagine SEM la marire mica (a) respectiv (b) la marire mare.

In aceasta proba se observa o crestere sub forma de crusta formatd din aglomerate neuniforme.
Dimensiunea medie a aglomeratelor este de ~ 1 um, cu o repartitie dimensionald neuniforma.

In spectrul EDX se observi prezenta doar a Ni si O, deoarece C nu se poate indica cu acest tip
de analiza.
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Figura 9. Spectrul EDX pentru proba NiO-2_400.



Eticheta proba: Ni_rGO_400
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SEM HV: 20.0 kV WD: 10.05 mm
View field: 9.48 ym | Det: SE 2 pm
SEM MAG: 20.0 kx | Date(m/dly): 03/08/21
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Figura 10. Imagine SEM la marire mica (a) respectiv (b) la marire mare.

In aceasti proba se observi o repartitie aleatorie a grafenei in masa de oxid de Nichel.

In spectrul EDX se observi prezenta doar a Ni si O, deoarece C nu se poate indica cu
acest tip de analiza.
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Figura 11. Spectrul EDX pentru proba Ni_rGO_400.



